
EMT894 - Caracterização de Materiais por Difração de Raios X

Elementos de cristalografia; Produção e propriedades dos raios-X; Difração de raios-X:
direção e intensidade dos raios-X difratados; Métodos experimentais; Aplicação da
difratometria de raios-X para determinação da estrutura cristalina e parâmetros de rede,
tamanho de partículas, tensões residuais e textura cristalográfica de sólidos cristalinos.
Desenvolvimentos recentes e sua aplicação.
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